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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DEBITMETRES ET MONITEURS DE DEBIT D’EXPOSITION PORTATIFS
DE RAYONNEMENT X OU GAMMA UTILISES EN RADIOPROTECTION

PREAMBULE
1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techngques, p 3 les Comités d’Etudes
bl sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant a ces questions, expfi de mesure possible

in accord international sur les sujets examinés.

2) [Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont ag hités nationaux.

3) ¢4 nationaux ne possé-

E de ces régles les

4) harmoniser les régles

ermettent. Les Comités

la radio-protection,
du

des réunions tenues
al définitif fut sou-

mil

Pologne
Portugal
< Royaume-Uni

Suéde
Danemark Suisse
Etats-Unis d’Amérique Tchécoslovaquie
Fintande Turquic
France Union des Républiques
Israél Socialistes Soviétiques
Italie Yougoslavie

Pays-Bas
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PORTABLE X OR GAMMA RADIATION EXPOSURE RATE METERS
AND MONITORS FOR USE IN RADIOLOGICAL PROTECTION

FOREWORD

1) The fo hich all the
NationE tional
consenpu

2) They H tees in that
sense.

3) In ord¢r to promote this international unification, the IEC expresses thedyish that\a b aving as yet
no nat for these
rules if

4) The ddsirability is recognized of extending international agreement on(thgse matte QU g harmonize
nation. tighal conditions will permit. The National
Comm|
This Recommendation h pEpare siCGommi n, of IEC

Technical Committee Nop 45,

A firsf draft was disc
Moscow fin 1969 4nd }
the Natipnal Comm

Vienna in 1968, and was revised during meetngs held in
pésult of this latter meeting, a final draft was sybmitted to
c2NOx 2 - ¢ Six Months’ Rule in February 1971.

The f favour of publication:

Portugal

South Africa
Sweden
Switzerland
Turkey

Union of Soviet

Germany Soctatist Repubtics
Israel United Kingdom

Italy . United States of America
Netherlands Yugoslavia

Poland
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DEBITMETRES ET MONITEURS DE DEBIT D’EXPOSITION PORTATIFS
DE RAYONNEMENT X OU GAMMA UTILISES EN RADIOPROTECTION

1. Domaine d’application et objet

1.1 La présente recommandation s’applique aux ensembles de mesure portatifs destinés & mesurer pour
les besoins de la radioprotection le débit d’exposition dit 4 des rayonnements X ou gamma d’énergies.
comprises entre 50 keV et 3 MeV. Les ensembles comportent au moins,—

be COW

— un sous-ensemble de détection (par exemple chambre d’ionisatioyy
i scintillation, etc.),

G.M., détecteur

— un sous-ensemble de mesure,

orporés dans un

1.2 le 2:

1.3 1ébit d’exposition

mpléments sui-

1.4 pécifications

st aussi capable
premicre fonction.
les autres fonctions.

ITNAN

s données ci-dessous s’appliquent aux ensembles définis au paragraphe 1.1 et qui sont
truitsyde facon courante. Il est possible cependant d’utiliser des ensembles qui rfe satisfassent pas
aux prestriptions établies ci-dessous lorsque ces prescriptions ne sont pas considérées gomme essentielles
au DUL pOUTSUIVI. IDans Ce Cas, 168 Presciiptions a appliquer 4 étre fixées apreés
accord entre le constructeur et 1’utilisateur, mais la détermination des caractéristiques des ensembles
devra étre faite conformément aux méthodes données dans la présente recommandation.

1.6 La recommandation n’est pas applicable aux caractéristiques de fonctionnement des éléments fonction-
nels ou sous-ensembles indicateurs de Uinformation (par exemple, appareils indicateurs, enregistreurs,
appareils d’avertissement ou de signalisation).

Les caractéristiques de ces appareils devront satisfaire aux prescriptions générales qui les concernent.
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1.1

1.2

1.3

14

1.5

1.6

PORTABLE X OR GAMMA RADIATION EXPOSURE RATE METERS
AND MONITORS FOR USE IN RADIOLOGICAL PROTECTION

Scope and object

This Recommendation applies to portable assemblies intended to measure exposure rate due to
X or gamma radiation of energy between 50 keV and 3 MeV for the purposes of radiation protec-

tion, and which comprise at least :

/N

- a detector sub-assembly, (e.g., ionization chamber, G.M. counter tube,

— a measuring sub-assembly,

which may be connected together either rigidly or by means o
a single assembly.

The Recommendation is applicable in its entirety
— portable exposure rate meters;

— portable exposure rate monito

Osure rate measuring assemblies d
wever, some of the specifications 1
jéular characteristics applicable to such

ctor, etc.),

orated into

lause 2:

signed for
hay need to
assemblies.

he require-
function,
uirements
fements

ch are cur-
e require-
c. In such

manufacturer and the user, but the determination of the characteristics of the assemblies
conform to the methods given in the present recommendations.

bétween the

shall

The Recommendation is not applicable to the operating characteristics of the functional units or sub-

assemblies for the display of information (e.g. indicating meters, recorders, alarms).

The characteristics of such instruments shall be in conformity with the general specificati
priate to them.

ons appro-
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1.7 La présente recommandation définit, pour les appareils du domaine d’application, les caractéristiques
générales, les conditions générales d’essais, les caractéristiques liées aux rayonnements, les caracté-

ristiques électriques et mécaniques, les caractéristiques de sécurité et d’environnement, ainsi que le
certificat d’identification.

2. Terminologie

2.1 Différents degrés entre les prescriptions

Dans le présent document on a employé la terminologie suivante,

— le mot “devra” signifie une prescription impérative;
— le mot “devrait” signifie: fortement recommandé;

— le mot “peut” ou le mode conditionnel d’un verbe 4
ou exemple de procédé correct.

néthode acceptable

2.1 Définitions

ou gamma et

comportant ments fonctionnels

associés.

avertir, par 'appa-
e le débit d’expo-

point de mesure

2.2.4  Débit d’exposition indiqué

Valeur du débit d’exposition indiqué par I’ensemble de mesure en essai.

2.2.5 Coefficient de variation

Rapport de ’écart-type o 4 la valeur de la moyenne arithmétique X d’une série de 7 mesures X;
donné par la formule suivante:

X X n—1
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1.7 This Recommendation specifies, for the above described assemblies, general characteristics, general test
procedures, radiation characteristics, electrical, mechanical, safety and environmental characteristics,
and also the identification certificate.

2. Terminology

2.1 Different degrees of requirements

In the present document, the following terminology is employed:

- the word “shall” signifies a mandatory requirement;
- the word “should” signifies strongly recommended ;

- the word “may” signifies an acceptable method, or example

2.2 Definitions
For the purposes of this docu

2.2.1 Portable exposure rate meter

A portable assemb - S pé on and

222  Poriable ur
A portable £

nerally
djustable
ed limits.

2.2.3
se 4.3).

2.24  Indicated exposure rate

Value of the exposure rate as indicated by the measuring assembly under test.

2.2.5  Coefficient of variation

Ratio of the standard deviation ¢ to the arithmetic mean X of a set of » measurements x; given
by the following formula:
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2.3

2.3.1
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Nomenclature des essais

Essais de qualification

Ensemble des essais effectués en vue de vérifier que les exigences d’une spécification sont remplies.

Note. — Les essais de qualification comprennent les essais de type et les essais de série, définis ci-apres.

a) Essais de type

Ceux des essais de qualification qui sont effectués sur un appareil ou un petit nombre d’appareils
considérés comme représentatifs d’une fabrication industrielle, et qui, en principe, ne sont pas

répétés sur chaque appareil.

2.3]2

2.3]13

b) Essais de série

Ceux des essais de qualification qui sont effectués sur chaqug

FEssais d'acceptation

Essais contractuels effectués en présence d’un clies
de la qualité d’une fourniture. Ces essais sont, e

Essats complémentaires

Essais destinés a procurer tg
appareils.

adjacentes.

e la vérification

essais d¢ qualification.

istiques des

ble en R/h.

possible de changer
n’excéde pas 10.
le mesure commu-
les gammes

3.2

Si des réglages du zéro et de points de référence sont 4 la disposition de 'opérateur, ces réglages

devront pouvoir étre faits en présence de rayonnements.

L’emplacement du centre géométrique du volume sensible du détecteur devra étre repéré de

I’extérieur.

Seuil d’alarme des moniteurs

Les limites de réglage du seuil d’alarme des moniteurs devraient étre indiquées.
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2.3 Test nomenclature

2.3.1  Qualification tests
Set of tests performed in order to verify that the requirements of a specification are fulfilled.

Note. — Qualification tests are sub-divided into type tests and routine tests, as defined below.

a) Type tests

Those qualification tests which are performed on one assembly or on a small number of assemblies,
considered to be representative of an industrial production, and which, in principle, are not
repeated on each assembly.

/N

b) Routine tests

Those qualification tests which are performed on each productiop”assembly.

2.3.2 | Acceptance tests

er to verify
although

Contractual tests performed in the presence of a custos
the quality of a delivery. These tests are, in general,
the methods of performing them may be different

2.3.3 | Supplementary tests

Tests intended to provide supple ain characteristics of the|assemblies.

3. General characteristi

Genera@

3.1

kible to
ween adjac-
s not exceed ten. If an assembly with a substantially logarithmic scale is grovided with
rement ranges, there should be an overlap of one decade between adjaceTt ranges.

If a control for setting zero or reference points is available to the operator, it should be effective
in the presence of radiation.

The position of the geometrical centre of the sensitive volume of the detector shall be indicated
from outside.

32 Alarm threshold of monitors

The range of adjustment of the alarm threshold of monitors should be stated.
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Masse et dimensions

La masse et les dimensions géométriques devraient &tre les plus faibles possibles. Elles devront étre
indiquées par le constructeur.

Classes des ensembles

Un ensemble de mesure sera désigné comme étant de classe I ou II ou HI. Les caractéristiques de
fonctionnement nécessaires pour satisfaire aux prescriptions de chaque classe sont spécifiées dans les
tableaux II et III et dans les paragraphes appropriés.

Un ensemble devra satisfaire toutes les prescriptions de sa classe. T~

4.1

4.2

4.2.

4.4

Pour chaque paragraphe dans lequel aucune différence n’est faite ¢ class%prescriptions sont
les mémes pour chaque classe.

Conditions générales d’essai

Nature des essais

A Uexception de I'essai de
présente recommandation doivg
2.3.1 a)).

numérés dans la
aragraphe

acceptation,

htégories, suivant

I, qui indique,

pour e caractéristique étudiée, la spécification selon la classe et le paragraphe dans lequel est
Aot 3 k4 a1 corresnondante.
L —_déeritelaméthode-d essai-correspondan
4.2.3  Essais effectués avec variations des grandeurs d’influence

Tous les autres essais ont pour but de déterminer les effets des variations des grandeurs d’influence.
Ces essais sont présentés au tableau III avec la plage de variation de chaque grandeur d’influence et
les limites des variations correspondantes de I’indication fournie par un ensemble.

La plage de variations des grandeurs d’influence indiquée dans le tableau Il définit un domaine
nominal d’utilisation 4 I'intérieur duquel la variation d’indication devra rester dans les limites indiquées
par le constructeur, limites qui ne devront en aucun cas dépasser les valeurs de ce tableau.
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3.3

34

4.1

4.2

42.1

— 13 —
Mass and dimensions

The mass and geometrical dimensions should be as small as reasonably practicable and shall be
stated by the manufacturer.

Classes of assemblies

A measuring assembly shall be classified as being of Class I, IT or III. The performance character-
istics necessary to fulfil the requirements of each class are specified in the Tables II and III, and in
the appropriate sub-clauses.

An assembly shall comply with all the requirements of its class. S~

423

For any sub-clause in which no distinction is made between classes, requiremefity are the same
for all classes.

General test procedures

Nature of tests

enumerated

Nevertheless, some of these te
considered acceptapse tests.

haser, be

Basic principlés

r not they

which are performed under standard test conditions are listed in Table I}, which
or’each characteristic under test, the specification according to the class of lre assembly
= i : i rihed

indicates)

Tests performed with variation of influence quantities

These tests are intended to determine the effects of variations in influence quantities, and are
given in Table III with the range of variation of each influence quantity and limits of consequent
variation in the indication of an assembly.

The range of variation of influence quantities indicated in Table III defines a nominal operating
range within which the variation in indication shall remain within the limits stated by the manufac-
turer, which limits shall in no case exceed those laid down in Table III.
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Dans le dessein de vérifier les effets de la variation de chaque grandeur d’influence énumérée au
tableau III, toutes les autres grandeurs d’influence devraient étre maintenues dans les limites des
conditions normales d’essai donnés au tableau I, sauf spécifications contraires définies dans la
méthode d’essai utilisée.

Pour simplifier, on effectuera uniquement pour chaque grandeur ayant une influence réelle le seul
essai concernant la mesure de P’erreur intrinséque avec un débit d’exposition choisi parmi les valeurs
fixées conformément aux prescriptions du paragraphe 5.1.2 b) (Essai de série).

D’autres aspects du comportement de ’ensemble de mesures ne doivent étre vérifiés avec variation
des grandeurs d’influence que si 'on estime que essai ci-dessus ne donnera pas une indication valable.

4.3 Point de mesure
Le “point de mesure”, pour lequel le débit d’exposition/doi : i h étre choisi de
fagon que la distance entre la source de rayonnement ¢4 ¢ | e spit suffisamment

étre négligée.

ement diffusé au
centre géomé-
nstructeur.

4.4

bits Wexposition, il est nécessaire de tenir compte d¢s effets dus a

4.5

ent a la nature aléatoire de 1’émission du rayonnement est une fraction non
ion de I'indication admissible pour I’essai considéré, on devra [faire un nombre
{ i de ledtures pour étre siir que la valeur moyenne de ces lectures peut étre eftimée avec une

intervalle de temps entre ces lectures devrait étre égal au moins 4 trois fois le temps de réponse
pour que les lectures soient statistiquement indépendantes.

4.6 Rayonnement gamma de référence

Tous les essais autres que l’essai indiqué au paragraphe 5.2 (Variation de la réponse en fonction de
Iénergie du rayonnement) et 1’essai indiqué au paragraphe 5.3 (Variation de la réponse en fonction de
Pangle d’incidence), comportant Pemploi de rayonnements gamma, peuvent étre effectués avec un seul
rayonnement gamma de référence.

Ce rayonnement gamma de référence devra étre fourni par une source de *®Co ou de ¥7Cs.
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In order to test the effect of variation in any one of the influence quantities listed in Table II,
all other influence quantities should be maintained within the limits for standard test conditions
given in Table I, unless otherwise specified in the test procedure concerned.

In order to simplify these tests, for each individual principal influence quantity, only the routine
test concerning the intrinsic error need be performed, using one exposure rate chosen from among
the values specified in Sub-clause 5.1.2 b) (Routine test).

Other aspects of the performance of the assembly need be tested with variation of influence
quantities only if it is considered that the routine test specified will not give a representative
indication.

4.3 Point of test

% that the

distance between the radiation source and the detector of the assemblyy i :lt to ensure
§ % &\ significa

Precautions shall be taken to reduce the amount @ tered i i test to the
minimum. The assembly shall be placed in such a
of the sensitive volume of the detector unless

btrical centre

44 Low exposure rates

For the measur
background radiati

4.5

of radiation, if the magnitude of the statistical fluctuations of the
artdom nature of radiation alone, is a significant fraction of|the variation

io per mitted in the test, then sufficient readings shall be taken to ensure that the mean

ay be estimated with sufficient accuracy to demonstrate complipnce with the

interval between such readings should be at least three times the response time i order to

4.6 Reference gamma radiation
All tests other than the test given in Sub-clause 5.2 (Variation of response with radiation energy)

and the test given in Sub-clause 5.3 (Variation of response with angle of incidence), involving the use
of gamma radiation, may be carried out with a single reference gamma radiation.

The reference gamma radiation shall be provided by a source of ¢°Co or '37Cs.
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TABLEAU 1

Conditions de référence et conditions normales d’essai

Grandeur d’influence

Conditions de référence
(en "absence d’indication
du constructeur)

Conditions normales d’essai T
(en Pabsence d’indication
du constructeur)

Rayonnement gamma de référence

Durée de préchauffage

60Co ou 137¢s

> 15 minutes

60Co ou 137¢s

> 15 minutes

Tension d’alimentation U*

Frfquence*

Fdqrme d’onde de la source
alfernative*

Atjgle d’incidence du
rayonnement

Brpit de fond du
rayonnement gamma

CHamp électromagnétique
d’prigine extérieure®*

Influction magnétique
d’prigine extérieure™*
Ogientation de I’ensemble

glage de V@nb

Contamination pas de

\:l ments rm

=

Tension nominale
d’alimentation Upn

Fréquence nominale

Sinusoidale

Négligeable

indiquer par constructeur

/)

r fonctionnement

Népgligeable

D

Température ambiante 20 °C 18°Ca22°C
Humidité relative 65/,
Pr¢ssion atmosphérique 1013 mbar

Y

1]
20/,
btal
que

Inférieur 4 25 yR/h

Inférieur 4 la valeur I plus faible
qui produit des interférences

Inférieure au double fe la valeur
de I'induction due ay champ
magnétique terrestre

Orientation indiquée [+ 10°

Réglé pour fonctionnement normal

Négligeable

*  (Cgs grandeurs Nappliqueat un ueMux ensembles portatifs pouvant également fonctionner sur le régeau.
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TABLE I

Reference conditions and standard test conditions

Influence quantities

Reference conditions
(unless otherwise indicated
by the manufacturer)

Standard test conditions
(unless otherwise indicated
by the manufacturer)

Reference gamma radiation

Warm-up time

60¢q or 137Cs

> 15 minutes

6006 or 137Cs

> 15 minutes

Power supply voltage U*
Freqyency *

AC. power supply waveform*
Anglg of incidence of radiation
Gamina radiation background
Electfomagnetic field of
exterpal origin**

Magnetic induction of

exterpal origin**

Orierftation of assembly

Assembly contro

Conthmination by“radioact

elemg¢nts /\

Nominal power supply
voltage UN

Nominal frequency

Sinusoidal

Calibration direction
manufacturer

ven by

Less than 20

O

Ambient temperature 20 °C 18 °C to 22 °C
Relative humidity 659/, 55°/, to 7/5-%(\
Atmdspheric pressure 1013 mbar

ortion lower than 5

X

Direchion given + 10°

5&88 than 25 uR/h

Less than the lowest valpe that
causes interference

Less than twice the indyction
due to the earth’s magngtic ficld
Stated orientation * 10

Set up for normal operaftion

Negligible

*  Only|for portablé\assexnbli€s wh hMbe operated from the mains.

#* Qee ]

<
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TABLEAU II

Essais effectués dans les conditions normales d’essais

Caractéristique Spécifications Méthode d’essai
ctudice Classe I Classe 11 Classe III (paragraphe)

Erreur intrinséque Erreur intrinséque* inférieure a la plus grande des deux valeurs
sur le débit
d’exposition 5.1.2.5)

+ 109/, du débit + 209/, du débit + 400/, du débit

d’exposition conven- d’exposition conven- d’exposition_conven-

tionneHenrent-vrat :;U..,I.)v::v...v..: vrat :;V...I.)v:'/,i.t\v i

ou ou ou

+ 394 du maximum + 69, du maximum 2 du aximum

de I’échelle** de Péchelle** el gk

/N
Fluctuations Coef. de variation Coef. de variation Nde vari\an)
tatistiques < 109, < 209, @ o 6.1.1.b)
[emps de réponse <8 secondewml‘w\da es\\/ 6.1.2.5)
Dérive du zéro < 29/, de la valeur maximal{ dg défledtion ahgulpife de I'échelle
de mesure eﬁl\ hedrels pghr toutes les classes 6.2.2.
A\
N

&k

braphe 5.1.2).

Cette erreur s’ajoute a Uerreur obtenueSdans

rminafjon du débi\\dle

sition conventionnellement vrai (voir para-
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TABLE II

Tests performed under standard test conditions

Characteristics Requirements Method
der test of test
N Class T Class II Class 111 (Sub-clause)
Intrinsic error in Intrinsic error* less than the larger of the two values

exposure rate

**% The

(see Lub-clause 5.1.2).

st criterion is not applicable to logarith,

ic scale adsemblies:

indication 5.1.2.b)

+ 109/, of conven- + 209/, of conven- + 409/, of conven-

tionally true tionally true tionally true

PY:’\{\QIH‘P rate FYpf\s]'ll‘P rate PY"\(\S]'ITP rnf

or or

+ 39/, of scale + 69, of scale /o\oRscale

maximum** maximum** maxipu ¥
Statigtical Coef. of variation Coef. of variation CNH tlcN>
fluctygations < 109/, < 209/, 6.1.1.b)
Respdpnse time < 8 seconds for a 6.1.2.0)
Zero [drift < 29/, of the scale maximum a gul ectiQ M

of 4 hours for all ¢ 6.2.2
* This prror is additional to the error obtaine deferminafion of con iofally true exposure rate
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ABLEAU I

Essais effectués avec variation des grandeurs d'influence

Grandeur d’influence Plage de varl,a'txon de la Limites de la variation de I’indication Méthode d'essai
grandeur d’influence (paragraphe)
Classe 1 Classe 11 Classe I
Energic du rayonnement de 50 KeV a 3 MeV + 250/ 1) + 250/ + 259/, 1 5.2.2
de 0,3 MeV a 1,5 MeV + 150/, + 250/, 1) + 250/,
Angle d’incidence de 0° 4 45° —20 °/,? pour toutes les classes 5.3.2
de 45° a 90° —50°/, D pour toutes les classes
Autres rayonnements N
ionisapts
a) Bdta Essai pour Hypax > 2 MeV| Réponse a déterminer 5.4.1.0)
b) Ndutrons Réponse a déterminer /\ “ h 5.4.2.b)
Préchyuffage 1 minute \}6.3.2
3 minutes
Tensipn d’alimentation
Aprés 12 h de fonction-
. nement continu, ou
@) Pifes aprés 40 h de fonction- 6.4.1.d)
nement intermittent
b) Adcumulateurs Aprés 12 h deAfon 6.4.1.d)
nement contin
¢) Rdseau (si prévu) De 88°/, Uy & 6.4.2.b)
1109, Uy
(UN = tension §’alimn-
Orienftation de ute\sl r 1109/, D) pour toutes les classes 7.2.2
I’ensemble [\
Temyérature a h + 109, 9 pour toutes les classes 9.1.2
+ 209, ’))pour toutes les classes
+ 509/,") pour toutes les classes
AN
Hum{dité relative + 109/,! pour toutes les classes 9.2.2
Press \ue\> 5) 5)
Charny
tique| 5) 5)
Induftion”magnétique
d’origine extérieure 5) 5)

1)
2)
3)
4)

5)

Par rapport a P'indication dans les conditions normales d’essai.
Par rapport a la réponse maximale.
Par rapport a I'indication initiale.
Ensembles prévus pour climats tempérés. Pour des climats plus chauds ou plus froids, des limites différentes peuvent étre
spécifiées. Pour des ensembles congus pour étre employés 3 trés basse température, il peut étre prévu un moyen de réchauf-

fement des piles.

Aucune spécification générale. Les limites de la plage des grandeurs d’influence et les limites de variations de P’indication sont
a préciser sur demande.

Note. — Pour les ensembles & graduation non linéaire, une échelle linéaire peut étre substituée a I'indication de lecture de
P’ensemble pour vérifier les performances demandées au tableau ITI.
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TABLE 11

Tests performed with variation of influence quantities

Influence quantity

Range of values of
influence quantity

Limits of variation of indication

Method of test
(Sub-clause)

Class I Class 11 Class 111
Radiation energy 50 keV to 3 MeV +250/,1) £250, Y £ 250/,1) 5.2.2.
0.3 MeV to 1.5 MeV £ 159/, 1) £250 1) £ 259,
Angle of incidence 0° to 45° —20°, Dfor all classes 5.3.2
45° to 90° — 509/, Pfor all classes
Other ionizing RN
radiptions
a) Beta Test with Epx > 2 MeV Response to be stated 5.4.1.0)
b) Neutrons Response to be stated % 5.4.2.b)
Warmn-up 1 minute + 259/,1 for all classes 6.3.2
3 minutes + 109/, 9 for all Wasses
/\
Supply . voltage
After 12 h continuous
@) Primary batteries use, or after 40 h 6.4.1.d)
intermittent use
b) Pecondary batteries After 12 h comti 6.4.1.d)
use
¢) A.C. mains From 88°%/, U 6.4.2.b)
if applicable) 1109, Un
(Un = nomingl supfply
/\Qltag?’\
Origntation of )4) o/, for all classes 7.2.2
assgmbly ]\
Ampient temeK £ 109/," for all classes 9.1.2
‘ + 20 0/0‘) for all classes
- + 500/, for all classes
/N
Re \lg))% 9, at 35 °C + 109/, for all classes 9.2.2

1 1tive&midit
AN

A

Lle

T

. 5)

of ¢xternal brig 5) 9
Magneéti¢ induction

5) s5)

of external origin

)
2)

4)

5)

Of the indication under standard test conditions.
Of the maximum response.

Of the initial indication.

Assemblies intended for temperate climates. In hotter or colder climates other limits may be specified. For assemblies
intended for operation at very low temperatures, means of heating the batteries may be provided.

No general specification. Range of values of influence quantities and limits of variation of indication to be specified if

required.

Note. — For the assemblies having a non-linear graduation, a linear scale can be substituted for the indicating meter
of the assembly to verify the performances called for by Table III.
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Caractéristiques liées aux rayonnements

Précision de la réponse au rayonnement gamma de référence

.1 Spécifications

Dans les conditions normales d’essais avec les réglages effectués suivant les instructions du construc-
teur, I’erreur intrinséque ne devra pas dépasser les limites fixées au tableau II sur toute 1’étendue de

mesure comprise entre 10% et 100% de la valeur maximale de la déflection angul
de mesure.

aire de 1’échelle

Ces spécifications ne s’appliquent pas aux débits d’exposition inférieurs a celui qui correspond a

109% de la valeur maximale de I’échelle. T~

5.1

.2 Détermination de Uerreur intrinseque
q

a) Source utilisée

L’essai devra étre effectué avec une source de ®°Co o de 3

ssai/de type” sur un ensemble au moins de chaque lot de pr|
¢ ensemble.

Pour les ensembles d échelles sensiblement linéaires, ’essai de type devra étre
gs/gammes, et sur au moins 3 points de chacune d’elles a environ 75 %, 509

e 10%, pour les

our couvrir la

Dans ce cas, les
Ebits d’exposition
de la distance entre
bources employées.
tre rattachés a
hode a pour but

viennent influencer

bduction et un essai

effectué sur toutes
o et 30% de

Pétendue de la gamme _avec une mesuge obligatoire dans la nlage de recouvre
) PLag

adjacentes (exception faite pour la premiére gamme)*.

Pour les ensembles d échelle sensiblement logarithmique 4 une seule gamme, 1

ment des gammes

’essai devra étre

effectué pour deux valeurs au moins de chaque puissance de 10 du débit d’exposition mesuré.

*Pour les forts débits d’exposition, cette méthode directe d’essai peut nécessiter "emploi d’une source de rayonne-
ment gamma de référence d’activité exagérément élevée. Dans ce cas, d’autres sources de rayonnement (par exemple
un générateur de rayonnement X adapté) peuvent étre utilisées a conditions d’appliquer les corrections convenables
pour tenir compte des différences de sensibilité de I'appareil & ce rayonnement et au rayonnement gamma de réfé-

rence, dues au fait que les énergies des rayonnements employés seront différentes.
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Radiation characteristics

Accuracy of response to the reference gamma radiation

Requirements

Under standard test conditions, with the calibration controls adjusted according to the manufac-
turer’s instructions, the intrinsic error shall not exceed the limits given in Table II over the whole
range from 109, to- 100%, of the scale maximum angular deflection.

These requirements do not apply to exposure rates corresponding to less than 10% of the scale

maximum angular deflection

/N

Determination of intrinsic error

a) Source to be used

The test shall be performed with a source of %°Co or ¥7Cs.

used shall be such that the use
of test (by alteration of the distance

+15 %, for the

hss [T and

te effective

f the sources

at the point
nbly) overlaps
pd. In this

one particular
is to prevent,

¢ rate for the dif-
assembly

test shall be

bd out on all
D % of the

e first range).*

For assemblies with a single range, substantially logarithmic graduation, the test shall be per-
formed for at least two values in each decade of exposure rate measured.

* At the higher exposure rates, this direct form of test may require the use of a source of the reference gamma
radiation of inconveniently high activity. In this case, some other sources of radiation (e.g., a suitable X-ray
generator) may be used, provided suitable corrections are made for any difference in the sensitivity of the instru-
ment to such radiation and to the reference gamma radiation, caused by the difference in the energy of the

radiation used.
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— Essai de série

Pour les ensembles 4 échelles sensiblement linéaires, 1’essai de série devra étre effectué sur un
point de chaque gamme compris entre 50% et 75% de I’étendue de celle-ci.

Pour les ensembles a échelle sensiblement logarithmique a une seule gamme, I’essai devra étre
effectué pour une valeur de chaque puissance de 10.

¢) Mode opératoire

On tracera (voir la figure 1, page 26) un diagramme en coordonnées semi-logarithmiques, ayant comme
abscisse le débit d’exposition (en échelle logarithmique) et comme ordonnée (en échelle linéaire) les
erreurs intrinséques relatives £ exprimées en % :

VAN

F=T00 2—Prv
B -, °

ou: D; = débit d’exposition indiqué
Dy = débit d’exposition conventionnellement vrai.
maximale permise,
entionnellement
vrai ( 5% pour les ensembles de classe I, * 3 ¢ Il et III).
Mesurer la largeur I/ de la bande comprenaht les~points droite D équidis-
tante des limites de cette bande. D doj VG inférieur a:

— 409%, pour la classe IL,
— 809%, pour la classe 111

hites ci-dessus, il est
que la somme de

se 1. La figure 2 est
la“feprésentation graphique du cas exceptionnel des ensembles a faible dispersion pour un ensemble de

classe II.

5.2

5.2.1

Variation de la réponse en fonction de l'énergie du rayonnement

Spécifications

Pour toutes les classes d’ensembles, la réponse dans la direction de I’étalonnage a un rayonnement
incident d’énergie comprise entre 50 keV et 3 MeV ne devra pas différer de plus de * 25% de la
réponse au rayonnement de référence utilisé pour I’essai du paragraphe 5.1.

De plus, pour les ensembles de classe I, cette différence ne devra pas dépasser * 15% pour toute
énergie comprise entre 0,3 MeV et 1,5 MeV.
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— Routine test

For assemblies provided with substantially linear scales, the routine test shall be performed at
one point on each range between 509, and 75 %, of the scale maximum.

For assemblies with a single range, substantially logarithmic graduation, the test shall be per-
formed for one value in each decade of the exposure rate measured.
¢) Operating method

The results of the tests will be plotted (see Figure 1, page 26) on a graph in semi-logarithmic co-ordinates,
having as abscissa the exposure rate (in logarithmic scale) and as ordinate (in linear scale) the intrin-
sic errors £, expressed in % by the relationship: S~

R—Ri ,

E =100 Rt /0

where: R; = indicated exposure rate

R; = conventionally true exposure rate.

On this graph, draw the horizontal lines A; and A, cogre i rror allowed
for the determination of the conventionally true expd ate\indica i - e 5.1.2 a)

Measure the width H of the band including the exper 1S, t line D

— 20% for Class I,
— 409% for Class II,
— 809 for Class 111.

issible that the
dition of

=

on.

Figure 2 is the
ghaphical representation of the exceptional case of low dispersion assemblies for a Clas} IT assembly.

5.2 Variation of response with radiation energy

5.2.1  Requirements

For all classes of assembly, the response in the calibration direction, to incident radiation of
energy between 50 keV and 3 MeV shall not differ by more than + 25 9% from the response to the
reference radiation utilized for the test described in Sub-clause 5.1.

Furthermore, for Class I assemblies, this variation shall not exceed + 15 0/ in the energy range
between 0.3 MeV and 1.5 MeV.
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Erreur (en pourcentage du débit
d'exposition conventionnellement vrai)
Error (in percentage of the
conventionally true exposure rate)

20

Limite de la bande

X X Limit of the band
10
X X H/2 f
Ay
D
X
0 v - . . .
10 20 50 100 Débit d'exposition
kposure rate
X
X % bande
nd
101

Points expérimentaux
Experimental points

X
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Erreur (en pourcentage du débit
d’exposition conyentionnellement vrai)
Error (in percentage of the

conventionally trde exposure rate)
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Le comportement de 'ensemble pour des énergies supérieures a 3 MeV devrait étre indiqué par le

constructeur sur demande.

Une courbe d’étalonnage type montrant la variation de la réponse en fonction de I’énergie du
rayonnement devra étre fournie avec chaque ensemble.

Méthode d’essai

Les énergies exactes du rayonnement auquel ’ensemble devra étre exposé sont a ’étude®. Les
résultats devraient étre exprimés sous forme de rapport de la réponse par unité de débit d’exposition

pour chaque source de rayonnement utilisée, a la réponse par unité de débit d’exposition pour le
rayonnement gamma de référence.

Pour un ensemble i chelle sensiblement linéaire, tous les débits d’exposition utilisés devront étre

5.3

5.3

ipn utilisés devront
;u-dessus du

e énergie de
xposition Iu pour
interpolation si

r paragraphe 5.1).

Variation de la réponse en fon
Spécifications

male de I’'ensemble,
onse maximale.
étre inférieure a

ment diminue.
E au-dessus de

Fectué apreés accord

ble’devrait étre exposé au rayonnement d’énergie le plus faible utilisé lorg de 1’essai précé-
aragraphe 5.2.2). Placer I’ensemble dans sa position normale d’utilisation| et placer la
source de rayonnement dans une position telle que la droite joignant cette source al centre du détec-

teur soit perpendiculaire 4 la surface sensible de ’ensemble (ou du détecteur).

La lecture dans cette position devra étre notée. Faire tourner ’ensemble ou la source dans un plan
horizontal et noter, pour des angles déterminés, les lectures correspondantes.

Des observations semblables devront étre faites pour une rotation de I'ensemble ou de la source
dans un plan vertical. Les résultats devront étre en accord avec les spécifications du paragraphe 5.3.1.

*En ce qui concerne les sources de radiation, il est recommandé d’utiliser au maximum les résultats des travaux de
I’Organisation Internationale de Normalisation.
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The performance of the assembly at energies higher than 3 MeV should be stated by the manufac-
turer if requested.

A typical calibration graph showing the variation of response with radiation energy shall be issued
with each assembly.
Method of test

The precise energies of radiation to which the assembly shall be exposed are under consideration.*®
The results should be expressed as a ratio of the response per unit exposure rate for each radiation
source utilized, to the response per unit exposure rate for the reference gamma radiation.

For an assembly with a substantially linear scale, all exposure rates empleoyedishall exceed that

corresponding to one-third of the scale maximum on the scale being use \
?}ll exceed

b energy.
In practice, this may not be possible, in which case the indi & adiation
energy should be corrected for the intrinsic error (4 ted ¥ : indifated

Variation of response with angle g

Requirements

t/4t any angle not exceeding 45° fibm the direc-
¢ not less than 80 9%, of this maximufn response.
um response the indication shall be not|less than

X pCrease with decreasing radiation energy. The test to pr¢ve compliance
Raragraph should therefore be performed at the lowest practicable radiation gnergy above

apletectest 4f the variation of response with angle of incidence may be agrepd upon between

fould be exposed to the lowest energy of radiation used in the previdus test (see
.2.2). Place the assembly in its normal position of use, and with the source|of radiation
invSuch a pdsition that a line from the source to the centre of the detector is normal tq the front

surface of the assembly (or detector probe).

The reading in this position shall be noted. The assembly or the source shall then be turned in a
horizontal plane to appropriate angles from this position and the readings noted.

Similar observations shall then be taken as either the assembly or the source is rotated in a vertical
plane. The results shall comply with Sub-clause 5.3.1.

* With respect to the question of radiation sources, it is recommended to use, as far as possible, the results of the
work of the International Organization for Standardization.
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54 Réponse aux autres rayonnements ionisants

Les ensembles devront étre congus de fagon 4 limiter autant que possible I'influence des autres
rayonnements ionisants.

5.4.1  Rayonnement béta
a) Spécifications

Lorsque P'ensemble est utilisé pour mesurer le débit d’exposition dii au rayonnement gamma en
présence de rayonnement béta, les particules béta les plus énergiques peuvent pénétrer a I'intérieur
du volume sensible du détecteur. L’énergie minimale des particules béta pouvant pénétrer a I'inté-
rieur du volume sensible du détecteur devra étre indiquée. T~

Mle, les %'S\%urs du cache et

rce émettant des
ce de 2**U recou-
verte d’un écran absorbeur de 50 mg/em? e g & m du détecteur.

Si le détecteur est muni d’une fenétre a paroi mince, a cache am
de la paroi de la fenétre devront étre indiquées séparément pa

b) Méthode d’essai

Si le détecteur de Pensemble est muni d i ; ble, cet essai devra

3 3 ar exemple,
mR/h), par uvnité de débit dg ju point de
mesure.

5412  Neutrons

tre employé en présence de neutrons, la répdnse 4 ce rayonne-

§ponse aux neutrons n’est pas obligatoire et ne doit étre effecté que sur spécifi-

-
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6. Caractéristiques électriques

6.1 Fluctuations statistiques et temps de réponse

6.1.1  Fluctuations statistiques
a) Spécifications

Par suite du caractére aléatoire de ’émission des rayonnements X et gamma, Pindication d’un
ensemble de mesure du débit d’exposition peut présenter des fluctuations autour de sa valeur
moyenne.
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Response to other ionizing radiations

Assemblies shall be designed so as to limit as far as possible the influence of other ionizing

radiations.

Beta radiation

a) Requirements

When the assembly is used for measuring exposure rate due to gamma radiation in the presence
of beta radiation, the more energetic beta particles may penetrate into the sensitive volume of
the detector. The minimum energy of beta particles that will penetrate into the sensitive volume

of the detector shall be stated.

If the detector of the assembly is provided with a detachable cover oyg

b) Method of test

A thin source of *°Sr/*°Y, or other souice emitting beja
least 2 MeV, ¢.g., a source of 28U, covered with a 58
30 cm from the face of the detector, should be u

The response to beta radiation
air) at the point of test.

Neutron radiatio

a) Requirement

If therassern
thisio

ssponse is not mandatory and need only be carried out if this re

est shall be subject to agreement between the manufacturer and the

Electrical cHaracteristics

a thin wind¢w, the
the Yapnufacturer.

nergy of at
pproximately

bw, this test

e exposure rate (for gxample, mR
per hour) indicated by the asse s 2/ dose rate (for example, gads/hour in

in the presence of neutron radiation, then thq response to

quirement is

user.

Statistical fluctuations and response time

Statistical fluctuations

a) Requirements

Because of the random nature of X and gamma radiation emission, the indication of an exposure

rate measuring assembly may exhibit fluctuations about its mean value.
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Le coefficient de variation du débit d’exposition di 4 ces fluctuations aléatoires devra étre inférieur
aux valeurs ci-dessous:

— Pour une échelle linéaire: 10% pour les ensembles de classe I et 20% pour les ensembles de
classe II et III pour tout débit d’exposition supérieur & celui qui correspond au tiers de la valeur
maximale de 1’échelle la plus sensible.

— Pour une échelle non linéaire: 10%, pour les ensembles de classe I et 20 % pour les ensembles
de classe II et III pour tout débit d’exposition supérieur & celui qui correspond a 3 fois la plus
faible graduation de 1’échelle au-dessus du zéro.

b) Méthode d’essai

prr\spr Pensemble 3

2

espond & une indi-
sensible (échelle

cation comprise entre le tiers et la moitié de la déviation totale de

S knvenables. Dans
intervalle ne devra

ient de variation

).

Temps de réponse

a) Spécifications

Etre indiqué par

ar injection d’un

les mesures
u débit

ila plus faible graduation de I’échelle au-dessus du zéro correspond a un débit d’exposition R,
Iindication initiale de V ne devra pas dépasser 10 R pour les essais avec augmentption du débit

d’exposition. Pour les essais avec diminution du débit d’exposition, c’est I'indication finale N' qui
ne devra pas dépasser 10 R.

Si 1a méthode d’essai électrique est employée, les signaux injectés devront correspondre aux spéci-
fications ci-dessus.

Pour I’essai avec augmentation du débit d’exposition, I’ensemble devra étre soumis d’abord au débit
d’exposition le plus élevé et I'indication N’ sera notée.

L’ensemble devra alors étre soumis au débit d’exposition le plus bas pendant un temps suffisant
pour permettre a 'indication N d’atteindre une valeur stable, qui sera notée.
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The coefficient of variation of the exposure rate due to these random fluctuations shall be less

than the following values:

— For linear scales: 10%, for Class I assemblies and 20 %, for Class II and Class III assemblies,

for any exposure rate exceeding that corresponding to one-third of the scale maxim
most sensitive range.

um on the

— For non-linear scales: 109, for Class 1 assemblies and 20 %, for Class II and Class III assem-

blies, for any exposure rate exceeding three times that corresponding to the lowest
graduation on the scale.

b) Method of test

Response time

i) Requirements

the manufac
b) Methoé: 5

er with a suitable source of radiation or by the injecti
e input of the measuring assembly.

significant

an indi-
inear scale)

'Qarvals.

ie interval
easyiring assem-

coefficient

evel, the

stated by

on of a

ments shall

sure rate

of R, then for increasing exposure rate the initial indication NV shall not exceed 10 R ;

for decreas-

ing exposure rate the final indication N' shall not exceed 10 R.

If the electrical method of test is employed, the injected signals shall correspond to the above

requirements.

For the increasing exposure rate test, the assembly shall be subjected first to the higher exposure

rate and the indication N’ noted.

The assembly shall then be subjected to the lower exposure rate for a time sufficient for the

indication NV to reach a steady value and this indication noted.
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Le débit d’exposition devra étre ensuite changé le plus rapidement possible en celui qui correspond
a I'indication N’ et le temps nécessaire pour atteindre la valeur donnée par la formule du paragraphe
6.1.2 a) devra étre mesuré.

L’essai avec diminution du débit d’exposition devra étre effectué de la méme maniére en inversant
les valeurs du débit d’exposition correspondant & N et N'.
Interdépenduance entre temps de réponse et fluctuations statistiques

Le temps de réponse et le coefficient de variation des fluctuations statistiques sont des caractéris-
tiques interdépendantes dont les valeurs limites acceptables sont données ci-dessus.

Pour des débits d’exposition élevés, il est conseillé, quand il est possible, de diminuer le temps de

,

6.2

6.211

6.2

acnactanttac lanitac eolafivac ariy flaotatione ofatioti oo
feponse—crTespectaiiresrmtesFerttvesat—ructuatt taHsHe g

Dans le cas ol les limites du paragraphe 6.1 pourraient étre obténues ips de réponse
n’excédant pas une seconde, il est préférable de diminuer les flyCtuy { >lut6t que de

Pour de trés faibles débits d’exposition, le construct, Y du coefficient de
variation et du temps de réponse, [’'un ou autre poudant &{e S| fixées ci-dessus.

Dérive du zéro
Spécifications

prés un fonctionnement{ pendant une
la dérive du zéro devra §tre inférieure ou
ectiohangulaire de I’échelle de mesure flans chaque

i zéroestala
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6.3

6.3.1
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Préchauffage
Spécifications

La durée de préchauffage nécessaire pour obtenir des conditions normales est indiquée dans le
tableau I. De plus, ’ensemble devra, lorsqu’il est exposé au rayonnement gamma de référence, donner
une indication qui ne différe pas de plus de * 25% de la valeur obtenue dans les conditions normales
(voir tableau III) moins d’une minute aprés la mise en service et de plus de £ 10% de cette valeur
moins de 3 minutes aprés la mise en service.
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The exposure rate shall then be changed as quickly as possible to that corresponding to the indi-
cation N', and the time taken to read the value given by the formula in Sub-clause 6.1.2 ) measured.

The decreasing exposure rate test shall be performed in the same way with the values of exposure

rates corresponding to N and N' interchanged.

Inter-relationship between response time and statistical fluctuations

The response time and coefficient of variation of the statistical fluctuations are interdependent

characteristics, acceptable limits for which are given above.

For high exposure rates, it is recommended that, whenever possible, the

response time

be reduced,
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Zero drift

Requirements

lexStandard test conditions,
R_any range in the next four hour

which background radiation corresponds to more than 1%, of scalg
the most sensitive range, an equivalent electrical test shall be carrig
thisetoctrical test, the detector may be rendered inoperative provided this is done in sug
that the chasdcteristics of the assembly with respect to drift are not altered.

e second, it

}elow one

coefficient
hove.

dssembly that has been spt to zero

hall not alter
S.

hvailable to
plies with
rather than
iate refer-

r four hours.

maximum
d out. For
h a manner

Warm-up

Requirements

The warm-up time required to reach standard conditions is indicated in Table I. Furthermore, the

assembly shall, when exposed to the reference radiation, give an indication which does n

ot differ by

more than = 25 9%, from the value obtained under standard conditions (see Table II) within one minute
after being switched on and by more than + 10 %, of that value within 3 minutes after being

switched on.
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Méthode d’essai

L’ensemble n’étant pas sous tension, soumettre le détecteur a une source de rayornnement appro-
priée qui donnera une indication au moins égale d la moitié de la valeur maximale de la déflection
angulaire de I’échelle. Mettre 'ensemble sous tension et effectuer des lectures toutes les 20 secondes
entre 40 et 300 secondes aprés mise sous tension.

Dix minutes aprés la mise sous tension, effectuer au moins 10 lectures (voir paragraphe 6.1.1 b))
et prendre la valeur moyenne de ces lectures comme “valeur finale”. Sur le graphique des indications
en fonction du temps, tracer une courbe réguliére qui s’adapte le mieux possible aux indications
recueillies.

Les différences entre la valeur finale et les valeurs lues sur la courbe pour 1 minute et 3 minutes
devront &tre a Dintérieur des limites spécifiées. TN

6.4

6.41

Alimentation

Alimentation par batteries
a) Généralités

emble devra
accumulateurs
téristiques de

connectées comme
rrecte devra étre

s 40 heures de
de 1a lecture
Erature 20 = 5 °C).

fans Ia Publi-

Choisie de fagon
fére pas de plus de

i 'onpemploie des accumulateurs, il devrait étre possible de les recharger en 16 heures, a partir du
résedt. L’emploi d’un dispositif, pour déconnecter le chargeur lorsque la charge ¢st terminée, est

recommandé.

d) Essai de fonctionnement par batteries

Utiliser pour cet essai des piles neuves du type indiqué par le constructeur ou des accumulateurs
chargés 4 fond. Placer le détecteur dans un champ de rayonnement gamma en un point ol le débit
d’exposition correspond a une indication qui se situe aux 2/3 environ de 1’échelle la moins sensible.

#Par “‘service intermittent” il faut entendre des périodes de fonctionnement de 4 heures au plus, séparées par des
arréts de 1 heure au moins.
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